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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T13181—2002《闪烁体性能测量方法》,与GB/T13181—2002相比,除结构调整

和编辑性改动外,主要技术变化如下。

a) 更改了标准适用范围(见第1章,2002年版的第1章)。

b) 增加了“闪烁”(见3.1.1)、“封装闪烁体”(见3.1.6)、“光输出不均匀性”(见3.1.11)、“α-β比”(见

3.1.13)、“余辉”(见3.1.15)、“符合分辨时间”(见3.1.16)、“辐照硬度”(见3.1.21)、“自身放射性

水平”(见3.1.22)、“探测器效率”(见3.1.23)、“β-γ比”(见3.1.24)、“n-γ比”(见3.1.25)、闪烁体

阵列(见3.1.27)、“闪烁体阵列的不均匀性”(见3.1.28)、“闪烁体阵列的光串扰”(见3.1.29)等
术语和定义。

c) 更改了交流供电电压、交流供电频率的标准试验条件(见4.1,2002年版的4.1)。

d) 更改了对闪烁体标准样品的要求,删除了“符合GB/T4077中的有关规定”,将对闪烁体标准

样品尺寸的要求作为一个新增的资料性附录(见4.2.3和附录B,2002年版的4.2.3)。

e) 更改了“测量系统的不稳定性”的要求(见4.2.6.2,2002年版的4.2.6.3和5.1.2.3)。

f) 增加了物理量测量重复次数的说明(见4.3.9)。

g) 更改了“相对光输出”的计算公式(见5.1.4,2002年版的5.1.4)。

h) 删除了“相对光输出”和“相对能量转换效率”测量方法的数据处理中的测量误差方面的内容

(见2002年版的5.1.4、5.2.4和6.4.2)。

i) 增加了“封装闪烁体的光输出”的测量方法(见5.3)。

j) 增加了“光输出不均匀性”的测量方法(见5.4)。

k) 增加了“相对能量转换效率”的脉冲法测量方法(见6.1)。

l) 删除了“相对能量转换效率”测量方法中关于待测闪烁体与标样的发射光谱不同时应进行修正

的内容(见2002年版的6.4.2和附录D)。

m)增加了“α-β比”的测量方法(见第7章)。

n) 更改了“固有脉冲幅度分辨率”的数据处理方法(见8.4,2002年版的7.4)。

o) 增加了“封装闪烁体的固有脉冲幅度分辨率”的测量方法(见8.5)。

p) 更改了“闪烁光衰减长度”的测量方法(见第9章,2002年版的第8章);增加了脉冲法测量方

法(见9.4);更改了数据处理的方法(见9.5.2,2002年版的8.1.5)。

q) 更改了“闪烁衰减时间”的测量方法(见11.1,2002版的第10章),“直接示波法”中增加了对光

电倍增管(PMT)的要求(见11.1.2.2.3)、删除了扣除光电倍增管响应时间的内容(见2002年

版的10.2.4);删除了“平均波形取样示波法”(见2002年版的10.1.1和10.3)。

r) 增加了“余辉”的测量方法(见11.2)。

s) 增加了“符合分辨时间”的测量方法(见11.3)。

t) 增加了“辐照硬度”的测量方法(见第12章)。

u) 增加了“自身放射性水平”的测量方法(见第13章)。

v) 增加了 “β-γ比”和“n-γ比”的测量方法(见第14章)。

w) 增加了 “闪烁体阵列的不均匀性”和“闪烁体阵列的光串扰”的测量方法(见第16章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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固体闪烁体性能测量方法

1 范围

本文件描述了闪烁体的相对光输出、相对能量转换效率、α-β比、固有脉冲幅度分辨率、闪烁光衰减

长度、发射光谱、时间特性、辐照硬度、自身放射性水平、β-γ比和n-γ比、温度效应、闪烁体阵列的不均匀

性、光串扰等的测量方法。

本文件适用于常用固体闪烁体的性能测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB4075 密封放射源 一般要求和分级

GB/T10257—2001 核仪器和核辐射探测器质量检验规则

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T28544 封装闪烁体光输出和固有分辨率的测量方法

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
闪烁 scintillation
由分子退激引起的、持续时间约几微秒或更短的闪光。
[来源:GB/T4960.6—2008,2.3.1]

3.1.2
闪烁物质 scintillatingmaterial
在电离辐射作用下,能以闪烁方式发出光辐射的物质。
[来源:GB/T4960.6—2008,2.3.7]

3.1.3
闪烁体 scintillator
用一定数量的闪烁物质做成适当形状的闪烁探测元件。
[来源:GB/T4960.6—2008,2.3.10]

3.1.4
[闪烁体的]入射窗 entrancewindow[ofascintillator]

闪烁体中使被测的电离辐射容易透过的部分。
1
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